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(Si) アバランシェフォトダイオード (Si-APD) は光子計数などの微弱光計測に広く使われてい

るが、光子検出イベント時に僅かに近赤外領域で発光することが知られている。この発光を第２

の APDが検出し、さらなる二次発光が発生するサイクルを繰り返す現象はクロストーク(CT)と呼

ばれる。最新の APD２次元アレイでは CTが顕著であり、抑制のための研究が進められている[1]。 

CT発光の影響はHanbury-Brown Twiss干渉計による光の強度相関測定においても顕在化する[2]。

被測定光のスペクトルが近赤外領域(700-1,000nm)になければフィルタで除去可能であるが、さも

なければスループットを犠牲にして干渉計の構成を変更することを余儀なくされる。 

HBT干渉計におけるCT発光は、伝搬経路や時間発展などを通じて現象論的に理解されている。

本研究では、CT発光の理解を深めるべく数値モデルを用いて解析を行った。光源は簡単のため閾

値を十分越えたレーザー光出力を減衰させたものとした。第１APD の発光がΔt 秒後に第２APD

に到達するとして時系列イベント間の結合方程式を書き下し、強度相関関数を求めた(図１)。図２

に示すように今回のモデルが実験結果をよく説明することが分かる。一方、結合方程式から直に

HBT 干渉計におけるクロストークがトリガーされた CT 発光を介した１次光子の自己相関に他な

らないことがわかる。このようなクロストークによる「転写された自己相関の発生」は HBT干渉

計のようなサイクルの「閉じた」系での時間相関に顕在する現象であり、アレイディテクタのよ

うな「開いた」系ではサイクルが拡散してしまうため観

測されない。CT発光が通信傍受の危険性を孕む一方、転

写された自己相関は応用の可能性を秘めている。 
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図１ 実験系と結合方程式 図２ 実験結果(a)と計算結果(b) 
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